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１．概要（Summary） 

本研究では新奇ナノワイヤーの電気伝導特性の解明

を目指す。ごく最近，申請者らは遷移金属カルコゲナイド

の針状物質（以下，ナノワイヤー）の多量合成に成功した。

本物質はアルカリドープにより超伝導転移を引き起こす可

能性もあり，その電気伝導特性に興味が持たれる。低温

測定に先立って基本特性を明らかにするべく本申請課題

では室温付近での電気伝導特性の評価に取り組んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノプローバ[N-6000SS] 

 

【実験方法】 

SiO2 基板上に成長したナノワイヤーの孤立バンドル

（直径~10 nm，長さ~10 μm）にマニピュレーターを用い

て微小電極プローブを当て，四端子測定により電気抵抗

値を評価した。直径の異なるナノワイヤー試料を測定し，

電気抵抗率と直径の相関解明に取り組んだ。また，電圧

印加によりナノワイヤーが破断する電流値を調べ，電流容

量も明らかにした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

測定した試料の電子顕微鏡像（SEM 像）を Figure 1

に示す。測定の結果，本ナノワイヤー試料は金属的な挙

動を示すことが明らかになった。当研究室にて走査プロ

ーブ顕微鏡観察を行い，測定したナノワイヤー試料の直

径，高さ（断面積）を見積もり，電気抵抗率を算出した。本

試料の電気抵抗率は多層カーボンナノチューブと同程度

の値であった。 

 

Figure 1. Scanning electron micrograph of an 

individual nanowire measured by the four-probe 

method. 
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